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Im Vortrag werden einige grundlegende theoretische Bezuege
vermittelt, die einen Ansatzpunkt geben koennen, perspektivisch
die Vorzuege der dynamischen Logiksimulation (kurze Rechenzeit)
mit denen der Netzwerksimulation (hohe Genauigkeit der Rechnung)
fuer die Simulation digitaler Systeme kombinieren zu koennen.
Aufbauend darauf werden praktische Untersuchungsergebnisse
vorgestellt, Die vorgestellten Untersuchungen entstanden in den
Jahren 198B4...8B6. S85ie sind dem interessierten Leser in der
bislang einzigen Veroeffentlichung /1/ zugaenglich.

1. Digitale Flanken

Um digitale Flanken unter Beruecksichtigung endlicher
Flankensteilheit vermessen zu koennen, ist es erforderlich,
Bezugspotentiale zu definieren. Dies gelingt, wenn eine digitale
Flanke mathematisch als Taylorreihe entwickelt wird. Unter
Massgabe von auf Signalhub normierten Spannungen u = U/Uy, , seien
zwel Flanken uy(t) und uy(t) betrachtet.
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Abb.l Approximation digitaler Flanken als Tripel (ug(ty), tor To)

Fuer im folgenden benoetigte Ausdruecke werden in Analogie zu /1/
folgende Begriffe und Abkuerzungen eingefuehrt:
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